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Resumen.

En este trabajo se presenta un circuito que permite realizar
el test de funcionamiento a un C.I., controlandose el
proceso desde un ordenador personal tipo PC. Se explica
asi mismo un breve resumen de resultados.

El sistema mencionado en este articulo corresponde al
proyecto “Disefio de un modulo de test de circuitos
integrados “ subvencionado por la Excma. Diputacion Foral
de Gipuzkoa.

1- Introduccion

Dentro del campo del disefio de C.L's es bien sabido que
uno de los principales problemas que se presentan es la
comprobacion del funcionamiento del C.I. una vez
fabricado, esto es, la realizacion de test completos de
funcionalidad. Asi, surge la necesidad de poder utilizar los
patrones de test (por ejemplo, los usados en la simulacion
logica en el proceso de disefo) y aplicarlos sobre los C.1.'s
ya implementados en Si.

Una solucion a dicho problema son las maquinas de test.
Estas maquinas de test permiten la imposicion de los
vectores de test usados en la simulacion (tras algiin cambio
de formato) pero tienen en su contra la limitacion en cuanto
al tamafio de los test (no admiten mas que un cierto nimero
de vectores como maximo), y, principalmente, el hecho de
que son maquinas cuyo valor s6lo es econdmicamente
soportable cuando se van a realizar test de circuitos con
relativa frecuencia, lo cual no es habitual en muchos
casos.[1]

Otra solucion al problema del test de funcionalidad es la
inclusion de estructuras "BIST" que permitan al C.I. la
posibilidad de realizar un "auto-test". En este sentido, una
alternativa consistira en incorporar una ROM al circuito con
los vectores de test que se quieren simular y aplicar y
multiplexar las entradas segun se encuentren en modo test o
no. Este método tiene como desventajas, por un lado, la
poca flexibilidad que permite, dado que solo se puede
imponer un Unico test, y, por otro lado, el aumento de
tamafio que conlleva su inclusion en el C.I. Este ultimo
punto puede resultar menos critico en el caso de prototipos,
en los cuales se busca mas la funcionalidad que la
optimizacion en tamafo.[2] [3]

2-Objetivos

En la realizacion de este trabajo se ha buscado disefiar un
modulo de test que permita, por una parte, realizar

imposiciones de vectores de test a los C.1.'s de una manera
sencilla, sin limitaciones en cuanto a tamafio de los
vectores ni del niimero de estos, y, por otra parte, poder
utilizar un componente parametrizable para la realizacion
de dicho test de manera que, con pequefios cambios,
permita testear cualquier circuito secuencial.

3-Descripcion del sistema

El circuito disefiado, que denominaremos a partir de ahora
CTM (Circuit Test Module), consta de una unidad de
control que a través de una sencilla arquitectura mantiene la
comunicacion con el PC para almacenar los vectores de test
en la memoria RAM, y realiza el test imponiendo los
vectores a la vez que comprueba posibles errores.(Figura 1)
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Las pricipales caracteristicas del sistema son:

- Velocidad de test no limitada por el PC. Test en tiempo
real (la velocidad del test estd limitada por el tiempo de
acceso de la memoria RAM).

- Escalabilidad: Dado que el circuito estd disefiado en
VHDL, algunos parametros pueden ser ser facilmente
adaptados a las caracteristicas del C.I. a testear (nimero y
tamafio de los vectores de test).

- Uso de los vectores de simulacion para el test. Con un
pequefio proceso de traduccion se permite el paso de
formato de simulacion (en nuestro caso , formato TBL de
ALTERA) a formato CTM. Este proceso puede
generalizarse a cualquier formato de vectores de test
facilmente.

- Longitud del test no limitada por la capacidad de la
memoria. El tamafio del vector condicionara el tamafio de



palabra de la memoria, pero, dado que el test se realiza por
paquetes de vectores, la capacidad en palabras de Ia
memoria no condiciona la longitud del test.

- Posibilidad de realizar diferentes tipos de test (pasa no
pasa, numero total de errores, depuracion a partir de los
datos del error encontrado) para series o prototipos.

El almacenamiento de los vectores de test se realiza a través
del puerto paralelo de un ordenador personal, usdndose dos
seflales como control y dos para enviar en serie los datos.
Asi, se ha implementado un pequeiio protocolo para
sincronizar el envio de datos desde el PC con su
almacenamiento en memoria. El protocolo consta de dos
sefales: una strobe indica al circuito CTM que tiene un bit
disponible y una sefial ack que avisa al PC que ese bit ha
sido ya recogido, que controlan el proceso de carga en
memoria de los datos , y que son las que sincronizan el
programa del PC con el circuito CTM. (Figura 1) Una vez
realizada la adquisicion del primer paquete de vectores
(cuyo tamafio serd uno de los parametros del circuito) se
procede a la imposicion de dichos vectores, realizandose la
comprobacion de los datos de salida que consiste en
comparar las salidas obtenidas en el C.I. con las salidas
almacenadas en la RAM.
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En caso de error, el sistema puede pararse o seguir
buscando mas errores, (segin que tipo de test se quiera

realizar) y también puede comunicar al PC los datos
necesarios para hacer un seguimiento de los errores
encontrados.

4- Conclusiones

A la hora de realizar una prueba del sistema se ha
implementado una placa en la que se han conectado una
memoria SRAM y una EPLD EPM7128LC84 de ALTERA
en la que se encuentran el CTM vy el circuito a testear,
resultando un nivel de ocupacion de un 49% de sus recursos
para el CTM. El disefio se ha realizado en VHDL, usdndose
las herramientas disponibles de la propia marca ALTERA.
La memoria usada es una UM6116-3L de 2Kx8 CMOS
SRAM.

Proximamente se va a realizar a partir del disefio en VHDL,
la sintesis mediante SYNOPSYS y la implementacion
utilizando la herramienta de disefio DFII de Cadence en
Estandar Cells, integrandose en el mismo bloque el circuito

de test y la memoria, (con una estimacion de area de 4mm?
con una tecnologia CMOS de 0.7um) y un prototipo de
sistema de toma de datos portatil
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